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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 1-1: Examen général —
Essai 1a: Examen visuel
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AVANT-FROFOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de( horm
posée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). |
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation g
bines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, ‘publie des
hationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
pssé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales
ernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux..La)CEIl collabore étr
I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions_fixées par accord §
organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans I3
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné gue les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommiandations internationales. lls sonf]
ne normes, spécifications techniques, rapports technigues/ou guides et agréés comme tels
tés nationaux.

le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appl
h transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs
nales et régionales. Toute divergence entre Ja.horme de la CEIl et la norme nationale ou r|
spondante doit étre indiquée en termes clairs_dans cette derniére.

El n’a fixé aucune procédure concernant le;smarquage comme indication d’approbation et sa respo
pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a 'une de ses normes.

ention est attirée sur le fait que certdins des éléments de la présente Norme internationale peuv
et de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre ten
bnsable de ne pas avoir identifiéde tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenc

me internationale CEI 60512-1-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecte
d'études 48 de la,.CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniqus
ments électroniques.

norme annule.et remplace I'essai 1a de la CEl 60512-2, parue en 1985, do
e une révision technique.

Le texe de-Cétte norme est issu des documents suivants:
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EDIS Rapport de vote

48B/1128/FDIS 48B/1179/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

¢ rec

onduite;

s supprimeée;
* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 1-1: General examination —
Test 1a: Visual examination
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FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizationco
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC/,is to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards!\Their prepa

the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte

rganizations.

all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for intérnational use and are published in
andards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the
mittees in that sense.

der to promote international unification, IEC NatiopalyCommittees undertake to apply IEC Inte

ated in the latter.
pbment declared to be in conformity with ofie-of its standards.

tent rights. The IEC shall not be held*responsible for identifying any or all such patent rights.
tional Standard IEC 60512-1-1 has been prepared by subcommittee 48B: Conn

nic equipment.

This sfandard cancels.and replaces test 1a of IEC 60512-2, issued in 1985, and consti

technig

The te

al revision.

t of this.standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

mprising
promote
elds. To
ration is

sted to technical committees; any IEC National Committee interested in thessubject dealt with may
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizationg liaising

national

nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined) by agreement between the

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters{express, as nearly as posgible, an
hational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has repregentation

the form
National

national

dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
gence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall b¢g clearly

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsiblg for any

tion is drawn to the possibility that seme of the elements of this International Standard may be thq subject

ectors,

technical committee 48 Electromechanical components and mechanical structures for

futes a

48B/1128/FDIS 48B/1179/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

¢ rec

onfirmed;

* withdrawn;

e rep

laced by a revised edition, or

* amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 1-1: Examen général —
Essai 1a: Examen visuel
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Les caractéristiques suivantes doivent étre examinées:

a) qud
b) ma
Cc) ma
d) fini

sente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le prescrit,
ssayer des composants électromécaniques du domaine d'application(du |comité
s 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs simfilaires,
une spécification particuliére le prescrit.

de cet essai est de définir une méthode d'essai normalisée pour.'examen visyel des
sants électromécaniques.

en visuel vérifie la conformité de I'identité, de 'apparence, de la qualité du travajl et du
I’article par rapport a la spécification correspondante. Il convient que des instriiments
e, spécifiés a l'article 4, soient utilisés quand ils sont prescrits par la spécification
liére.

en visuel est, dans une certaine mesure, une méthode subjective. Il faut prendfe soin
noncer un jugement impartial. Il falt soigneusement analyser les défauts, le§ déro-

a une norme donnée ou les changements dus a la contrainte, et les évaluer en
n de leur importance ou de leurs effets.

ractéristiques a examiner

lité du travail etfini;
quage;

ériaux;

de lasurface, par exemple:

traces de corrosion;

couleur (comparaison a des couleurs normalisées appropriées ou a des échantillons);

degré de brillant (comparaison a un étalon approprié, par exemple échelle de Boll ou
un échantillon);

rugosité, sillons, ondulations, égratignures, rainures, trous, pores, dépressions,
protubérances, écailles, fissures, bavures, éclats, etc.;

matiére étrangére dans le produit et a sa surface;

e) conditions internes des matériaux translucides (par exemple cavités, inclusions gazeuses

etl

igne de moulage, y compris les inclusions de matiéres étrangéres);

f) présence et zone d’application d’un lubrifiant (dans la mesure ou I'on peut s’en assurer
visuellement);

g) pie

ces desserrées ou séparées (spécialement aprés un effort).
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 1-1: General examination —
Test 1a: Visual examination

1 Scope and object

This

electrgmechanical components within the scope of IEC technical committee 48. This te]

alsob

The o

2 General

The vi
item a

when gpecified by the detail specification.

The vi
come

stressé¢s must be carefully differentiated according to their importance or significance.

3 Fedatures to be examined

The following features shall be examined:
a) workmanship and finish;

b) ma[king;

c) materials;

d) surface finishyfer example:

art of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for

used for similar devices when specified in a detail specification.

pjainst the relevant specification. Optical aids, as_specified in clause 4, should b

sual examination is to a certain extent a ‘subjective method. Care must be tz
o a fair judgement. Defects, deviations from a given standard or changes

traces-of corrosion;
colaur (comparison with applicable colour standards or samples);

testing
st may

pject of this test is to define a standard test method for the visual examination of
electrgmechanical components.

sual examination checks the identification, appearance, workmanship and finish of an

e used

ken to
due to

dedree of lustre (comparison with an applicable standard. for example Boll's s

cale or

sample);

roughness, grooves, waves, scratches, furrows, holes, pores, depressions,
scales, cracks, burrs, flash, etc.;

foreign material in and on the surface;

crests,

e) internal conditions of translucent materials (for example cavities, gaseous inclusions and
flow lines, including inclusions of foreign matter);

f) condition and location of a lubricant (as far as can be visually ascertained);

g) loo

sened and detached parts (especially after stress).
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4 Méthode d’examen visuel

L’examen visuel doit étre effectué par 'une des méthodes suivantes:

a) a l'ceil nu (force normale de vision, perception normale de couleur, a la distance de vision
la plus favorable et avec un éclairage convenable);

b) avec un grossissement, si spécifié.

En ce qui concerne cette norme, les méthodes spéciales, telles que I'utilisation de lumiére

polarlsee (pour Iobservatlon des tensmns internes dans Ies materlaux) ou d’autres
i e sont

détpils a examiner;

carpctéristiques a vérifier;

)
)
c) lim|tes de non-conformité;
) puipsance du grossissement, s’il est spécifié;
)

toute dérogation a la méthode d'essai normalisée.
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